Posudek

k bakaléfské praci

Pfiprava tenkych vrstev CeO; a jejich charakterizace metodou rastrovaci
tunelové mikroskopie (STM)

Vypracované Filipem Dvordkem

Préce je stru¢né a piehledn& napsand. Po formaln{ strance obsahuje viechny naleZitosti, které
by méla bakaldiska prace mit a obsahuje jen minimum tiskovych chyb. ZvI4sté ocenuji, Ze
autor 1 pfes technické obtiZe ziskal a prezentoval plivodn{ vysledky. Pldnovany cil (pfipravit a
pozorovat pomoci STM orientovanou vrstvu CeO; na Cu(111) ) se sice nepodatilo dosdhnout,
nicméné autor analyzoval situaci a navrhl feSeni. Autor také prokazal $ir§i sezndmeni

s problematikou, o ¢emzZ sv&d&i seznam literatury a diskuze vysledkd méfeni.

Tako drobny nedostatek povazuji vysvétleni principu manipulatort v konstruované aparatuie,
které neni zcela srozumitelné. Jako moZné elegantni feSeni navrhuji pfipojit kratké video
zachycujici ¢innost manipulatord na disk CD-ROM, ktery byl k praci pfiloZen.

V popisu experimentu chybi daj o tom, zda je uvadéné napéti pri skenovani pfilo%eno na
hrot, nebo na vzorek (tedy zda je obraz v obsazenych nebo neobsazenych stavech).
Experiment byl navic proveden jen pro jednu polaritu nap&ti.

Otézka pro autora:

U ostriivk( n&kterych materiald, véetng CeOa,, byl pozorovany ,.interface™ efekt.

Neni moZné, Ze ,,ostriivky obklopené prohlubnémi®, napf. na obrézku 4, profil 2, ve

skuteénosti nejsou obklopené prohlubnémi, ale tmavé oblasti jsou pravé zminény interface?
Jak by bylo moZné to pomoci STM rozpoznat? ' '

Praci celkové hodnotim jako vybornou a doporucuji k obhajobé.
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